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Obiet - Recherche de contaminants en surface d’une couche de SiO2 dopée B et P,
implantée As en surface

Technique mise en ceuvre : S|MS

v'Profils de répartition en profondeur avec un excellente résolution en profondeur
v'Trés grande sensibilité

Résultats :
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Conclusion :

Présence de traces de fluor (< qq ppm) dans la zone implantée As
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